PIN veya SD dedektorleriyle karsilastirildiginda, proportional counter, hafif egimli bir

pencere ile en genis aktif dedektor alanina sahiptir.
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Proportional Counter Dedektorli XRF Analizi — Avantajlari

Dedektor, X-1sini floresan (XRF) analizinde ¢ok
onemli bir islev iistlenir. Bir dedektor, olgiilecek
numunedeki atomlarin X-floresan radyasyonu
yaymak igin bir X-i1sini1 tarafindan uyarilip
uyarilmadigini tespit edebilir. Olgiim yazilimi daha
sonra tespit edilen radyasyonu degerlendirir.
Yalnizca Fischer'da kullanicilar en 6nemli ii¢
dedektor tiiriinden birini segebilir. Silikon PIN diyotu
(Si-PIN diyotu) ve silicon drift detector‘e (SDD) ek
olarak proportional counter, ucuz ama giiglii bir
alternatif olarak bir 6l¢iim teknolojisi uzmaninin
portfdyiinde vazgeg¢ilmezdir.

1980'lerin basindan beri, metalik kaplamalarin
kalinigini olgmek icin XRF olgim teknolojisi
kullanitmistir. Bugun XRF, gunluk endustriye ve
laboratuvara saglam bir sekilde yerlesmistir.
Konnektorler, baskili devre kartlari, baglanti elemanlari
ve ¢cok daha fazlasi Uzerindeki en ince katmanlar hizli,
hassas, glvenilir ve tahribatsiz bir sekilde ol¢ulebilir.
Katmanlarin X-isinlari tarafindan uyarilmasiyla tretilen
floresan radyasyonunu belirlemek icin bir dedektor
gereklidir. Dedektorden gelen bilgiler degerlendirme
yazilimina iletilir ve ilgili kaplama kalinligina
dondsturultr.

Piyasadaki ilk dedektor proportional counter idi. Bu,
gazla dolu bir silindirk bir sayactir. Floresan
radyasyon, pencereden gecerek ve gazla etkileserek
algilanir.

Zamanla, diger dedektor turleri eklendi:

Si-PIN diyot ve SDD. Bunlar daha ylksek enerji
¢cozunurliglne sahiptir, bu nedenle cok ince tek ve ¢ok
katmanli sistemlerin olgimu ile karmasik metal
alasimlarinin analizi icin tasarlanmistir.

Bununla birlikte, proportional counter kullaniminin en
uygun ¢ozdmu sundugu uygulamalar vardir. Bilinen
kaplama sistemlerinin veya alasimlarin rutin ol¢imleri
s0z konusu oldugunda uygun maliyetli giris noktasidir.
0.1 =50 pm araliginda (kaplama sistemine bagli
olarak) kaplama kalinligi 6lgimleri icin kesin sonuclar
elde edilir. ZnNi ve AuAgCu kaplamalarda oldugu gibi
elemanlar birbirine cok yakin degilse malzeme analizi
de sorunsuz bir sekilde yapilabilir. Buna karsilik, altin
ve platin gibi yakin aralikli pikler, Si PIN diyot ve SDD
kullanilarak yuksek ayirma dogrulugu ile analiz
edilebilir.




Proportional counter tipik olarak ¢elik veya sert metal lizerindeki sert
kaplamalari, baglanti parcalari ve makine bilesenleri Uzerindeki krom
kaplamalari, enerji tedarik sektorindeki gimtus kaplamalari, yapisal
bilesenler tGzerindeki akimsiz nikel kaplamalari ve baglanti elemanlari
lzerindeki ¢inko veya nikel kaplamalari élgmek igin kullanilir.

Tasarimi agisindan proportional counter asagidaki
avantajlara sahiptir:

Aktif dedektor alani tipik olarak bir yari iletken
dedektortnkinden 10 ila 100 kat daha buyuktdr. Ek
olarak, hafif kavisli bir pencereye sahiptir. Bu, dedektor
tarafindan cok daha buytk bir kati acinin kapsanmasina,
cok daha fazla X-floresan radyasyonun algilanmasina ve
yuksek bir sayim hizinin elde edilmesine olanak tanir.
Bu nedenle, bu tip dedektor, test parcasinin dedektore
hizalanmasina, olcim mesafesi ayarina ve numune
geometrisine daha az duyarlidir.

Biiyiik Olciim Mesafesi Gerektiginde Avantaj:

Bu, 20 mm'den fazla bir olcim mesafesi gerektiginde
karmasik sekilli numunelerin ve girintilerin olcimleri
icin ozel avantajlar saglar. Cinko tabakanin kalinligi
yaklasik 6 cm'lik bir aciyla olgulirse, proportional
counter gucld yonleri onemli ol¢clde ortaya ¢ikar. 21,4
um olculen ortalama deger ile standart sapma sadece
0,2 um, varyasyon katsayisi %0,9'dur. Si PIN diyotu
kullanarak ayni olgiim sonucunu elde etmek icin olcim
sliresinin on iki katina cikarilmasi gerekir (tabloya
bakin).

Table
DEDEKTOR TiPi 6LcUM STANDART VARYASYON
ZAMANI SAPMA KATSAYISI
Proportional Counter 10's 0.2 ym 0.9 %
Tube (0.2 mm Aper-
ture)
10s 1.1 um 53%
Silicon PIN Diode
120 s 0.2 um 1.0%

Olgiim gorevi: Zn/Fe, 6lgiim mesafesi: 60 mm, 6lgiim sayist: 25

Karmasik sekilli test parcalarindaki élgimler icin 20 mm'den fazla bir
oleim mesafesi gerekiyorsa, proportional counter gliclini gosterir.

Kiigiik Bir Olgiim Noktasi Gerektiginde Avantaj:

Fis kontaklari gibi daha klcik numuneler Gzerindeki
daha basit katman sistemlerinin katman kalinligi ve
bilesiminin belirlenmesi gerekiyorsa, buna uygun olarak
yaklasik 0,1 mm'lik kicuk olcim noktalari gereklidir.
Proportional counter da bu tur bircok durumda
optimum dedektdr secimidir. Ornegin, diger dedektor
tipleriyle karsilastirildiginda, proportional counter, bir
fis kontagindaki altin tabakanin kalinligini olcerken daha
kisa bir olcim siresi ile ayni hassasiyeti elde eder.

Fischer Olgiim Teknolojisi ile Olgiimiin Avantaji:

Fischer olecim yazilimi, surekli olarak givenilir oleim
sonuclari elde etmek icin standart olarak sirket ici
gelistirilmis sapma kompanzasyonu sunar. Bu,
proportional counter’a benzersiz bir stabilite saglar.
Yazilim, spektrumdaki olasi tepe noktasi kaymasini
otomatik olarak duzeltir ve boylece, ozellikle kritik tepe
bindirmeleri ile sonuclarin tahrif edilmesini onler.

Sonug:

Proportional counter, 0.1 = 50 um araliginda
(kaplama sistemine bagli olarak) kaplama kalinlik
olcUmleri ve ayrica aralikli elemanlarin analizi icin
uygun maliyetli giristir. 20 mm'den daha buyuk bir
olcim mesafesinin ele alinmasi gerekiyorsa,
proportional counter guclnu gosterir. Cok genis aktif
dedektor alani nedeniyle

pencerenin hafif egriliginin yani sira, buyik miktarda
flioresans radyasyonu algilandigindan, bu gibi
durumlarda bile yiksek bir sayim orani elde edilir.
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